
FIB-REM

Ionenstrahl präparierter 
Querschnitt 

Lichtmikroskop

Architektur der Elektrode 
in hoher Auflösung

cm mm nm

Bildaufnahme. Probe analysieren. Zusammenhänge verstehen.
Qualitätssicherung für Batterien von Zentimeter zu Nanometer

µm

Stereomikroskop

Mikroskopische Übersicht 
des Querschnitts

FE-REM

Hochauflösende 
3D-Bildgebung und 

MaterialkontrastAuflösung

Röntgenmikroskop

Zerstörungsfreie Nach-
verfolgung der Mikrostruktur

ZEISS Industrial Microscopy Series

zeiss.com/industrielle-mikroskopie

Für die Forschung und die Qualitätssicherung von Batterien, wird eine breite 
Palette von Analysewerkzeuge benötigt. ZEISS bietet Licht-, Elektronen- 
und Röntgenmikroskope mit deren Hilfe die strukturellen und elektrischen 
Eigenschaften, die Zusammensetzung und dimensionellen Eigenschaften in  
den charakteristischen Längenmaßstäben beurteilt werden können.
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